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Sachverhaltund Anträge 

I. 	Die internationale Patentanmeldung PCT/EP. 98/01177 

umfaSt 24 Patentansprüche, von denen die Ansprüche 1 bis 

3, sowie die unabhängigen Ansprüche 18 und 19 folgenden 

Wortlaut aufweisen: 

Konfokale mikroskopische Anordnung 

bestehend aus einer Beleuchtungsanordnung zur 

rasterförmigen Beleuchtung eines Objektes, 

ersten Mittein zur Erzeugung einer ersten wellenlângen-

selektiven Aufspaltung des Beleuchtungslichtes 

und zweiten Mittein zur Erzeugung e±ner zweiten 

wellenlângenselektiven Aufspaltung des vorn Objekt 

kommenden Lichtes, parallel für mehrere Punkte des 

Objektes 

sowie Detektionsmitteln zur Erfassung der durch die 

zweiten Mittel erzeugten Lichtverteilung." 

Konfokale mikroskopische Anordnung naóh Anspruch 1, 

wobei die ersten Mittel mindestens ein optisches Element 

zur Erzeugung eines chromatischen Farblãngsfehiers 

sind." 

11 3• Konfokale mikroskopische Anordnung nach mindestens 

einem der Ansprüche loder 2, wobeidas Objekt über eine 

Loch- oder Schlitzrasterschejbe beleuchtet wird." 

"18. Autofokus für ein konfokales Mikroskop, 

wobei mindestens punktweise eine spektrale Aufspaltung 

und Detektion eines welienlângenselektiv beleuchteten 

Objektbildes erfolgt und aus der Bestimmung der 

Frequenz- und/oder Intensitãtsabweichung von einem einer 

Objektlage entsprechenden vorgegebenen Referenzwert em 

Steuersignal zur Verstellung der Fokuslage mittels der 

vertikalen Objektposition und/oder des Abb±ldungssystems 

des Mikroskopes erzeugt wird." 
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"19. •Verfahren zur Ermittiung von Abweichungen 

mindestens eines ersten Höhenprof lies von mindestens 

einem gleichzeitig .oder vorher detektierten zweiten 

Höhenprof ii, vorzugsweise zur Erfassung und/oder 

Kontrolle von Defekten an Halbieiterstrukturen, 	H 
vorzugsweise mitteis eines konfokalen Mikroskopes nach 

einem der Ansprüche 1 - 18, 

wobei ein erstes Objekt mit einer Lichtqueile 

weilenlãngenseiektiv beieuchtet wird und das vom ersten 

Objekt stammende Licht detektiert und eiektronisch mit 

einem vorher oder gieichzeitig detektierten zweiten 

Objekt vergiichen wird.". 

(Im vorstehenden Wortlaut des Ansp.ruchs 19 wurden zwei 

offensichtliche Schreibfehier durch die Kamrner 

korrigiert.) 

Die tJnteransprüche 4 bis 17 bzw. 20 bis 24 sind direkt 

oder indirekt auf die unabhãngigen AnsprQche 1 bzw. 19 

zuruckbezogen. 

II. 	Durch die Mitteilung vom 16. Juli 1998 wurde die 

Anmelderin vom Europüischen Patentamt in seiner Funktion 

ais Internationale Recherchenbehôrde gemäi 

Artikel 17 (3) a) und Regel 40.1 PCT aufgefordert, zwèi 

zusätzliche Recherchengebühren zu entrichten, da die 

interriationale Anmeldung drei Erfindungen umfasse und 

somit nicht dem Erfordernis der Einheitiichkeit gemâi 

Regel 13.1 bis 13.3 PCT entspreche. 

Zur Begründung ihrer Forderung führte die Internationàle 

Recherchenbehôrde an, dais die Anmeidung folgende Gruppen 

vonEreindungen.... entha.t a :........................................................... ............................ 

Konfokale mikroskopische Anordnung mit Loch- oder 

Schlitzrasterscheibe (Ansprüche 1 bis 17); 

Autofokus für ein konfokales Mikroskop (Anspruch 18); 
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und 

3. Verfahren zur Ermittlung von Abweichungen von 

Hôhenprofilen, wobei das von zwei Objekten stamrnende 

L±cht elektronisch verglichen wird (Ansprüche 19 bis 

24). 

Aus dem Vergleich der Ansprüche 1 bis 17 mit dem 

nâchstliegenden Stand der Technik, der durch das 

DokumentEP-A--0 327 425 gebildet werde, ergebe sich, daf 

die Beleuchtung des Objekts über eine Loch- oder 

Schlitzrasterscheibe als ein besonderes technisches 

Merkmal im Sinne von Regel 13.2 PCT angesehen werden 

kônne. Die mit diesem besonderen technischen Merkmal 

verbundene Wirkung sei in einer schnellen Abrasterung zu 

sehen. 

Führe man einen derartigen paarweisen Vergleich mit dem 

nächstliegenden Stand der Technik auch für die beiden 

anderen der vorliegenden drei Gruppen von Erfindungen 

durch, so stelle man fest, daZ die jeweils ermittelten 

besonderen technischen Merkmale weder gleich noch 

einander entsprechend seien, und dag diese Gruppen somit 

nicht durch eine einzige aligemeine erfinderische Idee 

verbunden seien. 

Insbesondere gelte dies für das besondere technische 

Merkmal der Ansprüche 19 bis 24 gegenüber 

EP-A-0 327 425, das in dem elektronischen Vergleich des 

von einern ersten, wellenlängenselektiv beleuchteten 

Objekt stammenden Lichtes mit dem von einem zweiten 

Objekt stammenden Licht gesehen werden kônne, wobei 

dieses Merkmal of fenbar zur Ermittlung von Abweichungen 

zwischen Hôhenprof lien diene. 

0325.D 	 . . ./. . 
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Mit der Eingabe voni 29. Juli 1998 hat di'e Anmelderin die 

geforderten zwei zusãtzlichen Recherchengebühren 

entrichtet und gegen die Zahlung der zusâtzlichen Gebühr 

bezüglich der Ansprüche 19 bis 24 Widerspruch eingelegt. 

Die Anmelderin vertrat die Auffassung, daZ das 

beanspruchte Verfahren, wie in den ersten Worten des 

Anspruchs 19 zum Ausdruck komme, der Ermittlung von 

Abweichungen zweier Hôhenprofile, also zur Defekt-

erkennung, diene, und damit unter die erfindungsgemâZe 

Aufgabe falle, Waferdefekte hochgenau und schnell zu 

erkennen. Diewel1ense1ektive Beleuchtung entspreche der 

Erzeugung einer wellenlängenselektiven Aufspaltung des 

Beleuchtungslichtes in Anspruch 1. 

•Auf ihren Widerspruch wurde die Anmelderin durch die 

Internationale Recherchenbehôrde irn Bescheid vom 

12. November 1998 aufgefordert, gemãf. Regel 40.2 e) PCT 

für die weitere Prüfung des Widerspruchs eine 

Widerspruchsgebuhr zu entrichten, da eine Uberprüfung 

der Zahlungsaufforderung für die zusâtzliche 

Recherchengebuhr deren Berechtigung bestätigt habe. 

In diesem Zusammenhang steilte die Internationale 

Recherchenbehôrde fest, dag die wellenlãngenselektive 

Aufspaltung des Beleuchtungslichtes aus dem 

nächstkommenden Stand der Technik bekannt sei und 

foiglich kein besonderes technisches Merkmal im Sinne 

der Regel 13.1 und 13.2 PCT sein kónne. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Zulássigkeit des Widerspruchs 

Der Widerspruch erfüllt die Vor'aussetzungen der 

Regel 40.2 PCT und ist somit zulãssig. 

0325.ID 	 . . j/. 
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Einheitlichkeitserfordernis nachRegel.13 PCT 

Nach Regel 13.1 PCT darf sich die internationale 

Anmeldung nur auf eine Gruppe von Erfindungen beziehen, 

die so zusammenhãngen, dag sie eine einzige ailgemeine 

erfinderische Idee verwirklichen. Dieses Erfordernis ist 

nach Regel 13.2 PCT nur erfüllt, wenn zwischen diesen 

Erfindungen ein technischer Zusammenhang besteht, der in 

einem oder mehreren gleichen oder entsprechenden 

besonderen technischen Merkmalen zum Ausdruck kommt. 

Unter dem Begriff "besondere. technische Merkmale" sind 

diejenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen 

Beitrag jeder beanspruchten Erfindung als Ganzes zum 

Stand der Technik bestimrnen.. 

Irn Hinblick auf Regel 13.2 PCT stellen die PCT 

Richtlinien für die Internationale Recherche fest (siehe 

• PCT International Search Guidelines as in force from 

18 September 1998, PCT Gazette Special Issue, 8 October 

1998, Chapter VII-9), da. ein Einheitlichkeitsmangel 

sowohi "a priori" als auch "a posteriori" auftreten 

kann. Letzteres ist dann der Fall, wenn ein bei der 

internationalen Recherche aufgefundenes Dokurnent die 

Neuheit oder erfinderische Tâtigkeit beim Gegenstand 

eines Hauptanspruchs in Frage stellt, so dáZ kein 

technischer Zusammenhang mehr zwischen den beanspruchten 

Erfindungen besteht, der auf e±nem oder mehreren 

ident±schen oder entsprechenden besonderen technischen 

Merkmalen beruhen würde. 

Anspri.che 1 bis 17 

3.1 	Im vorliegenden Fall stützt sich der von der 

Internationalen Recherchenbehôrde erhobene Einwand der 

Uneinheitlichkeit auf das Dokument EP-A-0 327 425 

(= Dokument Dl) als náchstliegenden Stand der Technik, 

d. h. dieser Einwand 1st a posteriori erfolgt. 

0325 .D 
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3 .2 	Der genannte Stand der .Technik zeigt bereits eine 

konfokale mikroskop±sche Anordnung (siehe Di, Figur 4A 

in Verbindung mit dem zugehOrigen Text), bestehend aus 

einer Beieuchtungsanordnung 11 zur rasterfôrmigen 

Beleuchtung eines Objektes (siehe Dl, Spalte 6, 

Zeilen 19 bis 23), ersten Mittein 30 zur Erzeugung einer 

ersten weilenlängenseiektiven Aufspaltung des 

Beleuchtungsiichtés zi, z2, z3, und zweiten Mittein 32 

zur Erzeugung einer zweiten welleniângenselektiven 

Aufspaitung des yam Objekt kommenden Lichtes, paraiie1 

für mehrere Punkte des Objekts, sowie Detektionsmitteln 

20 zu.r Erfassung der durch die zweiten Mittel 32 

erzeugten Lichtverteilung. 

Demnach sind alle Merkmale des Anspruchs 1 durchdie 

genannte Entgegenhaltung vorweggenommen. 

Da die bekarinten ersten Mittel.30 audi mindestens ein 

optisches Element zur Erzeugung .eines chromatischen 

Farblângsfehlers sind (siehe Dl, Spalte 6, Zeilen 4 bis 

15), ist das zusätzliche Merkmal des Anspruchs 2 

ebenf ails aus Dl bekannt, wâhrend das erste gegenüber Dl 

neue Merkmal (i), das eineBeleuchtung des Objekts übr 

eine Loch- oder Schiitzrasterscheibe betrif ft, im 

Anspruch 3 enthalten ist. Durch die Verwendung einer 

derartigen Scheibe wird of fenbar eine schnelle 

Abrasterung des Bildes erzieit (siehe Seite 4, Zei1en 1 

bis 10 der Anmeldung). 

3.3 	Somit ist der. Internationalen Recherchenbehôrde dan 

zuzustimmen, dag erst der Gegenstand des Anspruchs 3 

durch das besondere technische Merkmal (i) einen Beitrag 

zum 	$tan.rTcbrii)c1iefert,.................................................................. 

Diese Feststellung ist von der Anmelderin im 

Widerspruchsverfahren auch nicht bestritten worden. 

0325.D 	 . 	 . 	 . . ./,. 
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4. 	Ansprüche 19 bis 24 

4.1 	Der Widerspruch der Anmelderin richtet sich 

aussch1ieiiich gegen die Zahiung einer zusätzlichen 

Recherchengebühr für die Gegenstânde der Ansprüche 19 

bis 24. 

4.2 	Aus der Entgegenhaltung Di ist bereits ein Verfahren zur 

Ermittlung eines Höhenprof lies, insbesondere zur 

Inspektion von mikroelektronischen Objekten, mittels 

eines konfokalen Mikroskops des in den vorliegenden 

Ansprüchen 1 und 2 definierten Typs bekannt, wobei em 

Objekt mit einer Lichtquelie wellenlãngenselektiv 

beleuchtet und das yam Objekt stammende Licht detektiert 

wird (siehe Dl, Spalte 1, Zeilen 4 bis 11; Spaite 6, 

Zeilen 35 bis 42 sowie die Figur 4 in Verbindung mit dem 

zugehörigen Text). Dabei geht nach Auffassung der Kammer 

aus der in Dl bevorzugten Verwendung für die Kontrolle 

von mikroelektronischen Bauelementen implizit hervor, 

da:9 das bekannte Verfahren zur Ermittiung von 

Abweichungen zwischen Hôhenprofiien von verschiedenen 

Objekten dienen kann, indem das von elnem mikro-

eiektronischen Objekt detektierte Höhenprof ii mit einem 

Soliprof ii verglichen wird. 

Foiglich unterscheidet sich das Verfahren nach 

Anspruch 19 im wesentlichen nur durch das Merkmal (ii) 

yam nchstkommenden Stand der Technik, daS der 

Hôhenprofilvergleich zwischen einem ersten Objekt und 

einem vorher oder gleichzeitig detektierten zweiten 

Objekt auf elektronischem Wege erfolgt. Damit wird 

of fenbar eine weitgehend automatisierte Defekterkennung 

bewirkt (siehe Seite 5, vorletzter Absatz bis Seite 6, 

erster Absatz der vorliegenden Anmeldung). 

4.3 	Wie sich sofort aus einem Vergleich der Merkmale (I) und 

(ii) ergibt, sind die Beiträge der Gegenstânde der 

Ansprüche 3 und 19 zum Stand der Technik weder 

0325.D 	
. . 
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identisch, noch einander entsprechend, da sie sich auf 

unterschiedliche Aufgabenstellungen (schnelle 

Abrasterung bzw. autornatisierte Defekterkennung) 

beziehen (siehe in diesern Zusammenhang die Entscheidung 

W 2/95, nicht irn AB1. EPA veröffent.licht;Punkt 6.3 der 

Entscheidungsgrunde). 

Somit wird das von der Internationalen Recherchenbehô-rde 

aufgefundene und zwar knapp, jedoch hinreichend 

begründete Ergebnis von der Kammer im wesentlichen 

bestätigt. 

4.4 
	

Die Anmelderin weist in ihrer Begründung des 

Widerspruchs lediglich darauf hin, dag das Verfahren 

nach Anspruch 19 zur Defekterkennung diene und sich 

unter die in der Anmeldung .forrnulierte Aufgabenste11ing 

(siehe Seite 3, erster Absatz), Waferdefekte hochgenau 

und schnell zu erkennen, unterordrie. 

Nach Auffassung der Kammer beziehen sich jedoch die 

tatsächlich gegenüber dem Stand der Technik gelösten 

Aufgaben auf völlig unterschiedliche Aspekte der 

Datenerfassung und der Datenverarbeitung ito Rahmen der 

bereits aus Dl bekannten (siehe Spalte 2, Zeilen 37 bis 

48) unddort gelôsten übergeordneten Aufgabenstellung 

einer schnellen Höhenprofilkontroile bei rnikro-

elektronischen Bauelementen (siehe die obigen 

Ausführungen zu den Ansprüchen 1 bis 3 und 19). Bei den 

Merkrnalen (i)und (ii) kann es sich daher nicht urn 

elnander entsprechende besondere technische Merkrnale ito 

Sinne von Regel 13.2 PCT handein. 

Ebensp ,w.enig. kannda. V Qnder Anmelderin  

Merkrnal der wellenselektiven Beleuchtung bzw. 

Aufspaltung des Beleuchtungslichtes als gemeinsarnes 

0325 .D 
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besonderes technisches Merkmal nach Regel 13.2 PCT 

aufgefait werden, da es bereits aus Dl bekannt 1st 

(siehe insbesondere die. Figur 4A: wellenselektive 

Aufspaltung zi, z2, z3) . 

4.5 	Aus diesen Gründen genügt die internationale Anmeldung 

nicht den Erfordernissen der Regel 13 PCT und die 

Aufforderung der Internationalen RecherchenbehOrde, eine 

zusâtzliche Recherchengebühr für den Gegenstand der 

Ansprüche 19 bis 24 zu entrichten, war berechtigt. 

Entscheidungsorxne1 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Dér Widerspruch nach Regel 40.2 c) PCT wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

P. Martorana 	 E. Turrini 
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